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Мова дисертації:
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Тема дисертації:
1. Дифрактометрія монокристалів з довільними товщинами порушених поверхневих шарів та розмірами
мікродефектів

2. Diffractometry of Single Crystals with Albitrary Thicknesses of Disturbed Surface Layers and Microdefect Size

Реферат:
1. Виявлено ефект асиметрії азимутальної залежності нормованої повної інтегральної інтенсивності
динамічної дифракції, який дозволив вперше встановити кількісно без руйнування характеристики
технологічно порушених шарів монокристалів, товщини яких можуть бути співмірними або перевищувати
довжину екстинкції. Апробовано модель багатопараметричної інтегральної дифрактометрії параметрів
порушених поверхневих шарів монокристалів з додатково присутніми як однорідно, так і можливо
неоднорідно розподіленими дефектами декількох типів, без обмежень на розміри дефектів та товщини
шарів, тобто з враховуванням орієнтаційної залежності інтерференційного коефіцієнта поглинання та внеска
інтерференції складових повної інтегральної інтенсивності динамічної дифракції від кінематично та
динамічно розсіюючих шарів.

2. Asymmetry effect of azimuthal dependence of normalized dynamical diffraction total integrated intensity was
discovered. For the first time this effect allowed us to evaluate characteristics of technological damages in single-



crystal layers without damaging them. The thickness of those can be commensurate with or greater than the
extinction length. A model of multiparameter integrated diffractometry of damaged surface layers parameters in
single crystals where also present are both homogeneously and possibly uniformly distributed defects of several
types, with no restrictions on the defect sizes and layer thicknesses was validated, i.e. orientation dependence of
interference absorption coefficient and the contribution of interference components of dynamical diffraction total
integrated intensity of kinematical and dynamical scattering layers was taken into account.
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